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INTELLIGENTE
KONSTRUKTION

GEPAART MIT MODERNSTER
RONTGENTECHNIK
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HALBLEITERDETEKTOR OPTIMIERTE GEOMETRIE
Durch klare Linientrennung keine Sehr kleiner Arbeitsabstand far
Sekundarfilter notwendig. Hohe bessere Messergebnisse und beste
Linienstabiltdt garantiert geringen Versatz ~ Primarenergieausbeute.

Uber lange Zeitraume Regelmaliige
Rekalibrierung ist nicht notwendig.

DREI PROBENTISCHVARIANTEN

Fester Tisch Programmierbarer Programmierbarer XY
XY Tisch Tisch erweitert



/N TU/ T/ VE WARTUNGSFREUNDLICHE
" KONSTRUKTION
BENUTZEROBERFLA CHE Modularer Aufbau fir schnelle
Reparatur und Wartung far
maximale Verflugbarkeit.

e Ubersichtliche Darstellung fir die Tagesroutine

¢ Erweiterte Funktionalitat far Vielnutzer
e Passwortschutz fir alle Nutzerebenen
¢ Keine Limitierungen fur weitere Kalibrierungen
¢ Alle Messungen werden automatisch gespeichert
¢ \lerschiedene Suchfunktionen (Los #, ANr #, etc.)
e Anpassbarer 1-Click Berichtsgenerator
¢ Datenexport als PDF, CSV, etc.

e StandardmalRig komplette Software

BEvsd® A
Frei belegbare Funktionstasten fiir Ergebnisdarstellung Farbig &
schnellen Applikationswechsel tbersichtlich

Applikationserstellung tber
Einzelfenster

ERGONOMISCHER
Symbolgestlitzte ARBEI TS PLATZ
Funktionsauswant e Fronttasten fir Grundfunktionen

¢ Geringer Platzbedarf

¢ Niedriges Gewicht
e Nur ein USB Anschluf3

Bericht mit Statistik und
aufgenommenen Bildern



RONTGENOPTIK

ZUKUNFTSWEISENDE DUNNFILMMESSUNG MIT
POLYKAPILLAROPTIK

Kurze Messzeiten und hohe Messgute durch innovative Rontgenfluoreszenz mit
Kapillaroptik fur einen kleinen Messfleck mit hoher Intensitat in Verbindung mit
einem hochauflésenden Siklikondriftdetektor.

¢ Polykapillaroptiken erreichen etwa die 100-fache Intensitat gegeniber kollimierten
Systemen
* Kleine Bereiche konnen mit hoher Genauigkeit schnell gemessen werden

e Speziell fir ENIG, ENEPIG und elektroloses Nickel inkl. Bestimmung des P-Gehaltes

pmAu  pmPd  pm Ni
Miw 0.0427 0.08 3.72
StdF 0.00045 0.0009 0.00985
Bereich 0.0015 0.003 0.0395
%RSD  1.0583% 1.121% 0.265%

pm NiP %P
Miw 10.2015 10.17
StdF 0.1089 0.29
Bereich 0.3863 0.99
%RSD 1.067% 2.85%

VORTEILE RONTGENOPTIK
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Mikrobild Makrobild

2x auf 250x VergréBerung
mittels Dualkamera
Umschaltung per Mausklick




UMFASS
RONTGENFLUORESZENZ

VERSCHIEDENE KONFIGURATIONEN UM DIE ANFORDERUNGEN
AN DIE SCHICHTDICKENMESSUNG ERFULLEN ZU KONNEN
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G SERIE Gold- und Schmuckanalyse
B SERIE Galvanischer Korrosionsschutz fiir Schrauben und Befestigungsmaterial
P SERIE Beschichtungen elektronischer Bauteile, Halbleiter, Metallbeschichtungen allgemein, sowie
Gold und Schmuck
O SERIE Leiterplatten, Montagerahmen, Leitungen und Wafer
M SERIE Leiterplatten, Montagerahmen, Leitungen und Wafer mit kleinen Strukturen
L SERIE Galvanischer Korrosionsschutz auf grof3en Teilen, Schrauben und Badarmaturen
G B 2 @) M L
.. .. SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE
RONTGENROHRE
Mikrofokusanode W W W/Mo/Rh Mo/Rh Mo/Rh W/Mo/Rh
Roéhrenposition Unterhalb  Oberhalb  Oberhalb  Oberhalb  Oberhalb Oberhalb
DETEKTOR
[ Si PIN Detektor Standard Standard ~ Standard N/A N/A Standard
L Si Drift Detektor Optional Optional Optional Standard  Standard Optional
PRIMARSTRAHL
[ Einzelkollimator Standard Standard NA N/A N/A NA
Multikollimator N/A Optional ~ Standard N/A N/A Standard
L Kapillaroptik FWHM N/A N/A N/A 80um 15um Optional
FOKUSABSTAND
[ Fokuslaser Standard Standard  Standard  Standard  Standard Standard
Fester Fokus Standard Standard N/A Standard  Standard N/A
. Multivariabler Fokus N/A Optional  Standard N/A N/A Standard
VIDEOVERGROBERUNG
[ 20x Standard  Standard  Standard N/A N/A Standard
50x N/A Optional ~ Optional  Standard N/A Optional
| 250X Dualkamera N/A N/A N/A Optional ~ Standard Optional
TISCH- UND PROBENKAMMERGROBE
[ Z Bewegung Manuell Motorisch ~ Motorisch  Motorisch ~ Motorisch ~ Motorisch
Z Hub N/A 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 254 mm
Fester Tisch N/A Fest Programmierbar Programmierbar Programmierbar Programmierbar
Programmierbarer X, Y Tisch N/A N/A 127x152mm 127x152mm 165x165mm 254x254mm
Programmierbarer X, Y Tisch, erweitert N/A N/A 254x254mm 254x254mm N/A N/A
Genauigkeit N/A N/A 10um 10um 2,54um 10um
L Grosskammer 127x381x306mm  140x305x330mm  140x305x330mm  140x305x330mm  137x304x330mm  280x560x610mm
/|
GEWICHT /L
[ 25kg 34kg 52-70kg 52-70kg 70kg 110kg

Alle genannten Spezifikationen unterliegen de;
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a KALPHA company

Die in den 80er Jahren nach Grindung von CMI gewonnene
aktuelle Entwicklung eingeflossen. Das gleiche Team hat dig
far eine zuverlassig Elementanalyse und Schichtdickenmes;

Das Verstandnis fur die Anspriche unserer Kunden an die
hat uns zu innovativen und agilen Systemen geflhrt als Ve
Schichtdicken und Elementzusammensetzungen.

Hergestellt in den USA, von einem ambitionierten ung

Grindung CMI
International

Entwicklung
CMI 900

- Enfwicklung
CMI 950

. Oxford
Ubernahme Instruments

durch

Grindung
K ALPHA

Entwicklung Bowman ,
RF System 0 1125 Remington Rd.

) Schaumburg, IL 60173
. EHTWICHUHQ Phone: +1.847.579.7130
owman +1.847.781.3523

Kapilaroptik

www.bowmanxrf.com
Email: sales@bowmanxrf.com
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